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2022 年 6 月 28 日 

株式会社日立ハイテク 

 

検出感度を向上させた高感度プローブ顕微鏡システム「AFM100 Pro」の 

販売を開始 

ー「物性計測感度の向上」と「原子・分子スケールの計測」を追求ー 

【高感度プローブ顕微鏡システム AFM100 Pro】 

 

株式会社日立ハイテク(以下、日立ハイテク)は、このたび、新開発された高感度光ヘッドを搭載すること

で「物性計測感度の向上」と「原子・分子スケールの計測」を実現した走査型プローブ顕微鏡 (AFM*1/ 

SPM*2、以下 AFM)のハイエンドモデル、高感度プローブ顕微鏡システム AFM100 Pro の販売を開始します。 

 研究開発の現場で、先端素材の微細化、薄膜化、有機化など、新機能材料の活用に伴い高感度の

計測・分析装置の開発が求められる中、AFM100 Pro の提供を通して現場の解析ニーズに対応し、顧客

課題解決に貢献していきます。 

*1 AFM：Atomic Force Microscope、原子間力顕微鏡 

*2 SPM：Scanning Probe Microscope、走査型プローブ顕微鏡 

 

■AFM の概要 

AFM は、先端径が数ナノメートル*3 に尖ったプローブ(探針)で試料表面を走査し、ナノレベルで試料表面

の形状観察と物性マッピング評価を同時に行うことができる計測・分析装置です。AFM は、半導体・高分

子・生体をはじめとする幅広い産業分野での研究開発や品質管理の現場で活用されており、従来から日

立ハイテクでは、AFM の測定プロセス簡素化や操作者によるデータばらつきの防止などの信頼性向上への

取り組みを行うことで、操作性の高い AFM 装置を幅広く提供してきました。 

 

■AFM100 Pro 開発の背景 

近年、世の中ではカーボンニュートラル、 AI、IoT を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)、EV、5G、
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パワーデバイスをはじめとしたハイテク素材の開発など、幅広い分野においてナノ機能の実装や多元化・複合

化する新機能材料の活用が注目されており、AFM が使用される先端素材の微細化、薄膜化、有機化に

伴う構造・物性評価などの分野では、技術の進化に合わせて、従来よりも素材表面の微弱な物性変化

(微弱力)や、微小な変位を検出する感度の向上がより一層求められています。 

 

■AFM100 Pro の特長 

今回、日立ハイテクが開発した AFM100 Pro は、こうした課題に対応するため、新開発された『光熱励

振採用の高感度光ヘッド』を搭載することにより、「物性計測感度の向上」と「原子・分子スケールの計測」

を実現しました。 

本製品の主な特長は、以下のとおりです。 

 

１．高感度光ヘッドの採用により物性計測感度の向上を実現 

新開発された高感度光ヘッドの搭載によって、カンチレバー(探針)変位検出のノイズレベル低減と検出感

度の最適化が実現しました。 

また、光によるカンチレバーの加振を行う光熱励振機能(IR-Drive)も搭載により、従来よりも微小なサブ

nm オーダーのカンチレバー振動振幅を安定して制御できることで、液中観察時の高分解能測定を実現しま

した。 

 

２．高感度物性測定と SEM 同一箇所観察による相関解析の進化の実現 

ノイズレベルが大幅に低減された高感度光ヘッドの搭載によって、従来の光ヘッドではノイズに埋もれてい

たような僅かな物性情報の違いを検出できるようになりました。オプション機能「AFM マーキング」によって、走

査型電子顕微鏡 SEM*4 との同一箇所観察を容易に実現し、僅かな物性情報の違いの要因特定に大

きく貢献します。 

 

３．拡張性と持続性の両立を実現 

AFM100 Pro は、スタンダードモデルの AFM100 や AFM100 Plus からアップグレードすることも可能です。

例えば、最初に比較的安価な AFM100 を導入し、さらにハイレベルの解析ニーズが出てきた場合に、

AFM100 Pro にアップグレードするといった運用も可能です。また、万が一のためのセルフチェック機能も標準

搭載しているので、安心して末永く装置を利用できます。 

 

日立ハイテクは、本製品をはじめとする革新的なソリューションを今後もタイムリーに提供し続け、「見る・

測る・分析する」で、お客様とともに社会課題の解決をめざし、最先端のモノづくりに貢献いたします。 

*3 ナノメートル: 1 ナノメートル=100 万分の 1 ミリメートル 

*4 SEM：Scanning Electronic Microscope、走査型電子顕微鏡 

 

■AFM100 シリーズについて 

https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/products/microscopes/afm/unit/afm100.html 

https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/products/microscopes/afm/unit/afm100.html
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■日立ハイテクについて 

日立ハイテクは、2001 年、株式会社日立製作所 計測器グループ、同半導体製造装置グループと、先

端産業分野における専門商社である日製産業株式会社が統合し、誕生しました。2020 年、日立製作

所の完全子会社となり連携を強化していくことで、社会課題解決に貢献し、持続可能な社会の実現をめ

ざしています。 

医用分析装置、バイオ関連製品、分析機器、半導体製造装置、解析装置の製造・販売に加え、社

会・産業インフラ、モビリティなどの分野における高付加価値ソリューションの提供を通して、グローバルな事業

展開を行っています(2022 年 3 月期日立ハイテクグループ連結売上収益は 5,768 億円)。 

詳しくは、日立ハイテクのウェブサイト(https://www.hitachi-hightech.com/jp/)をご覧ください。 

 

■お問い合わせ先 

株式会社日立ハイテク お客様サポートセンタ 

製品サービスに関するお問い合わせ 

https://www.hitachi-hightech.com/jp/support/inquiry/science/form_input.do 

以上

https://www.hitachi-hightech.com/jp/
https://www.hitachi-hightech.com/jp/support/inquiry/science/form_input.do
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参考資料 

■「AFM100 Pro」に関する仕様 

項目 AFM100 Pro 

検出系 光てこ方式 高周波変調 LD(レーザダイオード) 

カンチレバー加振方式 光熱励振 / ピエゾ励振 

試料サイズ 最大 35 mmφ、厚さ 10 mm、 

オプション拡張時(最大 50 mm 角、厚さ 20 mm) 

スキャナ走査範囲 全て選択オプション XY/ Z : 20/1.5、100/15、150/5(単位  µm)   

 


